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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスクドライブの記録動作を制御するための記録パラメータ補償方法において，
　前記ディスクドライブのヘッドに対して最適記録パラメータ条件及びｗｅａｋ　ｗｒｉ
ｔｅを誘発するｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パラメータ条件でのビットエラー率を測定する
過程と；
　前記ディスクドライブの記録動作を制御するための前記最適記録パラメータ条件と，ｗ
ｅａｋ　ｗｒｉｔｅを誘発するｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パラメータ条件間のビットエラ
ー率の差に相応する記録パラメータ補償値を算出する過程と；
　を含む，記録パラメータ補償方法。
【請求項２】
　少なくとも２つの記録パラメータがあり，前記ビットエラー率の測定過程は，
　最適記録パラメータを決定する過程と；
　前記最適記録パラメータによりテストデータを記録し，記録された前記テストデータを
読み込んで最適条件でのビットエラー率を測定する過程と；
　前記２つの記録パラメータのうち，一方は，前記最適記録パラメータの探索過程で見つ
けられた記録パラメータ補償値に維持し，他方は，ｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅを誘発する値に
設定する過程と；
　前記設定されたパラメータによりテストデータを記録し，記録された前記テストデータ
を読み込んでｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ条件でのビットエラー率を測定する過程と；
　を含み，
　前記記録パラメータ補償値を算出する過程は，前記最適記録パラメータ条件でのビット
エラー率と前記ｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パラメータ条件でのビットエラー率との差に相
応する，前記維持された記録パラメータ補償値を算出する過程を含むことを特徴とする，
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請求項１に記載の記録パラメータ補償方法。
【請求項３】
　前記記録パラメータ補償値を算出する過程は，
　前記最適記録パラメータ条件でのビットエラー率の可能な分布範囲を複数の領域に分類
する過程と；
　前記最適記録パラメータ条件でのビットエラー率の各範囲に対する，前記ディスクドラ
イブのヘッドに対する前記ｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パラメータ条件でのビットエラー率
の分布範囲を調べる過程と；
　最適記録パラメータ条件でのビットエラー率の各範囲に対する，前記ｗｅａｋ　ｗｒｉ
ｔｅ記録パラメータ条件でのビットエラー率の分布範囲を複数の小領域に分類する過程と
；
　それぞれの前記小領域に対して補償値を割り当てることにより，補償値を表す補償テー
ブルを作成する過程と；
　前記最適記録パラメータ条件でのビットエラー率及び前記ｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パ
ラメータ条件でのビットエラー率に基づいた前記補償テーブルから補償値を得る過程と；
　を含むことを特徴とする，請求項１または２に記載の記録パラメータ補償方法。
【請求項４】
　前記記録パラメータは，前記ディスクドライブの記録動作が開始された後，所定の時間
適用され，
　前記記録パラメータは，
　記録電流の大きさを表すパラメータと；
　前記記録電流のオーバーシュートの大きさを表すパラメータと；
　前記オーバーシュートの持続期間を表すパラメータと；
　を含むことを特徴とする，請求項１～３のいずれかに記載の記録パラメータ補償方法。
【請求項５】
　前記記録パラメータは，前記ヘッドの温度上昇によってポールチップが突出するＴＰＴ
Ｐ現象が飽和された後に適用されることを特徴とする，請求項１～４のいずれかに記載の
記録パラメータ補償方法。
【請求項６】
　前記記録パラメータは，
　記録電流の大きさを表すパラメータと；
　前記記録電流のオーバーシュートの大きさを表すパラメータと；
　前記オーバーシュートの持続期間を表すパラメータと；
　を含むことを特徴とする，請求項１～５のいずれかに記載の記録パラメータ補償方法。
【請求項７】
　データを保存する記録媒体と；
　記録動作を通じて前記記録媒体にデータを記録する再生／記録ヘッドと；
　ディスクドライブの前記再生／記録ヘッドに対する最適記録パラメータ条件，及びｗｅ
ａｋ　ｗｒｉｔｅを誘発するｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パラメータ条件でのビットエラー
率を測定することを制御し，前記最適記録パラメータ条件とｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅを誘発
する前記ｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パラメータ条件間の前記ビットエラー率の差に相応す
る記録パラメータ補償値を算出することを制御し，そして，前記記録媒体にデータを記録
するとき，前記ディスクドライブの記録動作中に前記再生／記録ヘッドに影響を与えるＴ
ＰＴＰ現象の影響を補償するために，前記補償値を適用することにより前記記録動作を制
御する制御部と；
　を含む，ディスクドライブ。
【請求項８】
　少なくとも２つの記録パラメータがあり，前記制御部は，
　前記最適記録パラメータを決定する過程と；
　前記最適記録パラメータによりテストデータを記録し，記録されたデータを読み込んで
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最適条件でのビットエラー率を測定する過程と；
　前記２つの記録パラメータのうち一方は，前記最適記録パラメータの探索過程で見つけ
られた値に維持し，他の一方は，ｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅを誘発する値に設定する過程と；
　前記設定されたパラメータによりテストデータを記録し，記録されたデータを読み込ん
でｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ条件でのビットエラー率を測定する過程と；
　によりビットエラー率を測定することを制御し，
　ここで，前記制御部により前記記録パラメータ補償値を算出する過程は，前記最適記録
パラメータ条件でのビットエラー率とｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パラメータ条件でのビッ
トエラー率との差に相応する，前記維持された記録パラメータ補償値を算出する過程を含
むことを特徴とする，請求項７に記載のディスクドライブ。
【請求項９】
　前記制御部は，
　最適記録パラメータ条件でのビットエラー率の可能な分布範囲を複数の領域に分類する
過程と；
　前記最適記録パラメータ条件でのビットエラー率の各範囲に対する，前記ディスクドラ
イブのヘッドに対する前記ｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パラメータ条件でのビットエラー率
の分布範囲を調べる過程と；
　前記最適記録パラメータ条件でのビットエラー率の各範囲に対する，前記ｗｅａｋ　ｗ
ｒｉｔｅ記録パラメータ条件でのビットエラー率の分布範囲を複数の小領域に分類する過
程と；
　それぞれの前記小領域に対して補償値を割り当てることにより，前記補償値を表す補償
テーブルを作成する過程と；
　前記最適記録パラメータ条件でのビットエラー率及び前記ｗｅａｋ　ｗｒｉｔｅ記録パ
ラメータ条件でのビットエラー率に基づいた前記補償テーブルから前記補償値を得る過程
と；
　により，前記記録パラメータ補償値を算出する過程を追加で制御することを特徴とする
請求項７または８に記載のディスクドライブ。
【請求項１０】
　データを保存する記録媒体と；
　記録動作を通じて前記記録媒体にデータを記録する再生／記録ヘッドと；
　前記記録動作中に前記再生／記録ヘッドに影響を与えるＴＰＴＰ現象の影響を考慮して
，少なくとも２つの相異なる記録条件でのビットエラーレートの差に基づいて算出された
補償値を使用して，前記記録動作を補償する制御手段と；
　を備えるディスクドライブ。
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